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In this study, surface structure and near-field distribution of a surface acoustic wave filter were measured 

with both reflection mode and collection mode near-field scanning optical microscopes, and there results 

were compared with each other. 

 

면 탄  필 (Surface Acoustic Wave filter)는 속 격자가 일 한 간격  가지고 복

 어 있는 구조를 가진다. 과거  속 격자 크 는 마이크 미  단 나, 근에는 

공    나노미  단  속 격자를 가지는 면 탄  필 들이 작 고 있다. 

나노미  크  소자가 작 에 라 면 탄  필  검사 도구  주사 자 미경 

(SEM) 또는 주사 탐침 미경 (SPM)과 같  고 분해능   도구가 필요하게 었다. SPM 

에 도 근 장 주사 학 미경 (NSOM)  시료  면 상뿐만 아니라 근 장 이미지 지 동시

에 할  있는 장  용한 도구  인식 고 있다. NSOM    식  크게 집 모

드(collection mode), 사 모드(reflection mode), 조명 모드(illumination mode)   가지  나

다. 본 연구에 는 집 모드 식과 사 모드 식  NSOM 시스  모  구축하여 나노미  

크  격자를 가지는 면 탄  필  상  학  이미지를 동시에 하 다. 

구축  NSOM 시스  shear-force 모드  탐침 - 시료 간 거리 어 법  사용하 며, 

LabVIEW 프 그램과 고속 DAQ 보드를 이용한 지  주사 식  사용하 다. 에 사용한 

면 탄  필 는 Quartz 에 알루미늄 격자가 주  열  구조  알루미늄  

폭  600 nm이었 며,  주 는 1400 nm, 격자  높이는 70 nm이었다.  범 는 5 × 

5 um  하 고 z축  단  이동 간격  2 nm, 횡축  단  이동 간격  50 nm  하 다. 

그림 1  집 모드 식  NSOM  사용한  결과이다. 집 모드 식에 는 색  

LED를 원  사용하 고, 면 탄  필  면에  근 장  100 nm  개구

(aperture)를 갖는  탐침  이용하여 직  하 다.   강도가 매우 낮  

에 photomultiplier tube (PMT) 모듈과 연결하 다. 그림 2는 사 모드 식  NSOM  사용한 

 결과이다. 사 모드 식에 는  탐침  끝단에 헬륨  이   입사시  

100 nm  개구 (aperture)를 갖는 탐침 끝   원  이용하 고 시료 면에  사

는  다  모드 를 이용하여 하 다. 또한, 는  강도가 낮  를 해결

하  해  다  모드  끝단  photomultiplier tube (PMT) 모듈과 연결하 다.  

FP-I15 The Optical Society of Korea Annual Meeting 2009

459



그림 1. 집 모드 NSOM  이용한 면 탄  필   결과, (a) 면 상 이미지, (b) NSOM 

이미지 

그림 2. 사 모드 NSOM  이용한 면 탄  필   결과, (a) 면 상 이미지, (b) NSOM 

이미지 

 결과  면 상 이미지를 보면  폭이 실  크 보다 게  것  인할  

있다. 이것   경계 부분  주사할   탐침  끝 부분이  닥 면 지 들어가

지 못하  에 생 는 이다. 또한, NSOM 이미지는 집 모드 식보다 사 모드 식일 

  좋  결과가 나 다. 집 모드 NSOM   탐침  이용하여 근 장  직  하므  

가장 하다고 할  있는 식이지만 면 탄  필  같  사 이 높  속 재질  

할 경우에는 합하지 않았다. 면에 사 모드에 는 면 탄  필  명 한 NSOM 이미

지가  었다.

본 연구에 는 사 모드  NSOM 시스  구축하여 면 탄  필 를 하 며, 결과

를 통해 면 탄  필  구조   학  특  인할  있었다.  

본 연구는 삼 -인하   검사 계  연구 (PIMC)  집  자  연구

(OPERA)  지원에 해 행 었습니다.
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